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 ＥＰＭＡとは Electron Probe Micro Analyzer（電子線微小部分析装置）の略で、電子線

を試料に照射し、形態観察や元素分析を行う装置です。 

 

 

 

 装置は、電子銃、試料室、各種の検出器で構成され、操作は

パソコンで行います。 

 電子銃で加速された電子ビームは、直径：数 100μｍ～1μｍ

程度まで絞られ、試料表面に照射されます。 

電子ビームが照射されたミクロな部分からは、様々な情報

（二次電子、反射電子、特性 X 線など）が放出されます。 

これらの情報を検出し、形態観察や元素分析を行います。 

 

 

 

 

ＥＰＭＡ その１ －装置の概要－ 

形態観察、元素分析 

装置の概要      

【二次電子】 
二次電子を検出し、形態観察を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

【反射電子】 

反射電子を検出し、組成像の観察な

どを行います。 

【特性Ｘ線】 

 特性 X 線を検出し、元素分析（定性

および定量分析）を行います。 

 ＥＰＭＡには、ＷＤＳ（波長分散型

分光装置）と呼ばれる検出器が備えら

れており、高精度な分析が行えます。 
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